POLSXA  |OPIS PATENTOWY/| 82490

ECZHSPILITA | PATENTU TYMCZASOWEGO

Patent tymczasowy dodatkowy Kl 210,27/26
do. patentu ' '

Zgtoszono:  16.02.1973 (P. 160782)

Pierwszeristwo: : | o ~ MKP GO1r 27/26
URZAD - . CZYTELNIA
I’“I E " l n w ' Zgtoszenie ogloszono: 01.04.1974
PRL | " D |

Opis patentO\;ry opublikowano: 25.1 1.1975

Tworca wynalazku.: Edmund Andrzejczak
Uprawniony z patentu tymczasowego: Zaktady Radiowe , Eltra’’, Bydgoszcz (Polska)

Sposéb pomiaru podatnosci kondensatoréw o zmiennej pojemnoéci na mikrofonowanie

Przedmiotem wynalazku jest sposdéb pomiaru podatnosci kondensatoréw o zmiennej pojemnosci na
mikrofonowanie przeznaczonych do stosowania w odbiornikach radiofonicznych.

, W odbiornikach radiofonicznych wystepuje czesto zjawisko mikrofonowania, ktére spowodowane jest
zZmianami pojemnosci kondensatora na skutek drgart mechanicznych, ktére na og6+ powstaja od drgari gtosnika.
Kondensatory obrotowe w celu uniknigcia tego zjawiska wyposaZone s w réznego rodzaju $rodki zabezpieczajg-
ce. Na og6t jednak nie ‘produkuje sie kondensatoréw, ktére byty w petni odporne na mikrofonowanie.
W zwigzku z tym zachodzi konieczno$é w praktyce sprawdzania ich podatnosci na mikrofonowanie.

Znany sposéb pomiaru podatnosci na mikrofonowanie polega na rejestrowaniu wartosci zmian pojemnosci
kondensatora pod wptywem drgart mechanicznych. Zmiany pojemnosci AC powodujg zmiany czestotliwosci
oznaczone przez Af w obwodzie rezonansowym generatora uktadu pomiarowego, ktéry sktada si¢ na ogét
Z generatora samowzbudnego, mieszacza, wzmacniacza posredniej cz@stotliwosci, detektora i woltomierza. Zmia-
ny czestotliwosci sq miernikiem podatnosci na mikrofonowanie.

Wada znanego opisanego wyiej sposobu jest konieczno$¢ dostrojenia kazdorazowo sprawdzanego kondensa-
tora do rezonansu uktadu. Warto$é zmiany czestotliwosci oznaczona przez A f odnosi sig wiec réwniez tylko do
danego uktadu idlatego przy badaniu szeregu kondensatoréw obrotowych wartoéci te nie mogq byé w petni
poréwnywalne, aco ztym si¢ wigie trudno jest dokonaé wiasciwej oceny badanych kondensatoréw pod
wzgledem ich odpomosci na zjawisko mikrofonowania, co szczegbinie waine jest przy ich produkcji masowej,
badaniach na niezawodno$¢ dziatania jak réwnie przy badaniach prototypow. '

Celem wynalazku jest usunigcie tej wady przez opracowanie takiego sposobu pomiaru, ktéry by umozliwiat
w koricowym efekcie dokonywanie poréwnania mierzonych wartosci, przy czym poszczegéine wyniki pomiaréw
powinny scisle odzwierciedla¢ zjawisko podatnosci na mikrofonowanie bez wptywu samego sposobu pomiaru.

Zadanie to wedtug wynalazku zostato osiggniete w ten sposéb, e mierzony kondensator. taczy sie
szeregowo z opornikiem, Zrédtem napigcia i poddaje si¢ oddziatywaniu zmiennego ci$nienia akustycznego,.
a jednoczesnie, mierzy si¢ wywotane tymi zmianami cisnienia zmiany napigcia na oporniku, powstate na skutek
zmian pojemnosci kondensatora. Podatnoé¢ na mikrofonowanie oblicza si¢ ze stosunku wartosci napigcia
skutecznego powstatego na oporniku do wartosgi skuteczne] clsnienia akustyunego )
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Dzigki sposobowi pomiaru wedtug wynalazku podatnos¢ na mikrofonowanie moze by¢ wyraZona
w postaci bezwzglednego wspdfczynnika liczbowego, co ma powazne znaczenie przy ocenie jakosci kondensa-
toréw obrotowych w aspekcie stosowania ich w odbiornikach radiowych, zwtaszcza takich gdzie wystepuja
znaczne drgania powodowane gtosnikiem.

Przyktad uktadu stuzacego do pomiaru podatnosci na mikrofonowanie przedstawiony jest na rysunku,
ktéry obrazuje przyktadowy uktad elektryczny.

Spcséb pomiaru wedtug wynalazku polega na tym, Ze zmienne cisnienie akustyczne ktére oznaczamy
literg P powoduje zmiany pojemnosci kondensatora C. W wyniku tych drgari pojemnos$é kondensatora C bedzie
zmieniac sig:

C = Co + Cm sinwt

gdzie Co oznacza pojemnos$¢ kondensatora w stanie spoczynku a Cm oznacza maksymalne zmiany pojemnosci
kondensatora pod wptywem dziatania cisnienia akustycznego.
Zmiany pojemnosci spowoduja zmiany tadunku Q a wiec i zmiany napiecia EC na oporniku R

Q 1
przy czym E¢ = E; — R* i=E=E [ idt

Napiecie Ec mierzymy woltomierzem. Znajgc wartosé cisnienia akustycznego P podatnos¢ na mikrofono-
wanie wyrazamy w postaci stosunku E cprzy czym stosunek ten moze byé przedstawiony jako
- P

mV mV
( 3) lub ( ,) czyli () imawarto$¢ bezwzglednego wsp6tczynnika liczbowego.
«dyn/cm dyn/cm? 7 bar

Przedstawiony uktad pomiaru, ktéry zostat zbudowany w celu wykorzystania sposobu pomiaru Jest
podany przyk tadowo.

Opisany sposéb moze by¢ wykorzystany réwniez do pomiaru innych elementéw pojemno$ciowych
powodujacych mikrofonowanie.

Zastrzezenie patentowe

Sposéb pomiaru podatnosci  kondensatoréw o zmiennej pojemnosci na  mikrofonowanie,
Zznamienny tym, ze mierzony kondensator (C) taczy sie szeregowo z opornikiem (R), Zrédtem napiecia
(Eo) i poddaje si¢ oddziatywaniu zmiennego cisnienia akustycznego (P), ajednocze$nie mierzy sie wywotane
tymi zmianami cisnienia, zmiany napiecia (E;) powstate na skutek zmian pojemnoéci kondensatora (C) na
oporniku (R), przy czym podatno$¢ na mikrofonowanie oblicza sie ze stosunku wartosci skutecznej napigcia (E)
powstatego na oporniku (R) do wartosci skutecznej cisnienia akustycznego (P).
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